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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEIl est
constamment revu par la CEl afin qu'il reflete I'état
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Des renseignements relatifs a la date de reconfir-
mation de la publication sont disponibles dans le
Catalogue de la CEl.

Les renseignements relatifs a des questions a I'étude et
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Consolidated publications
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including amendments are available. For example,
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Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
IEC 60050: International Electrotechnical Vocabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications IEC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, |EC 60417: Graphical
symbols for use on equipment. Index, survey and
compilation of the single sheets and IEC 60617:
Graphical symbols for diagrams.

* See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

NOYAUX FERRITES —
GUIDE RELATIF AUX LIMITES
DES IRREGULARITES DE SURFACE —

Partie 3: Noyaux ETD et E

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechmque Internanonale) est une orgamsatlon mondialg de norialisation omposee

d6maines de
jAternationales.

favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activité
Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desgie 8
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gou |2z ef_non gouvernementales, en

liaison avec la CEIl, participent également aux travaux. La avec ['Organisation
Internationale de Normalisation (1ISO), selon des conditions fixé s deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les i Wi s\<eprésentent, dans la mesure
du possible un accord international sur les sujets étudi & & que\les Comités nationaux intéressés

sont représentés dans chaque comité d’'étuge

3) Les documents produits se présentent sous laNforwe de\reco andatigns internationales. Ils sont publiés
comme normes, rapports techniques ou guides et ayée s és Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification interndtionale, les&\Cowités\pationaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure possipiey les Normes ipternationales de la CEl dans leurs normes
nationales et régionales. Toufe divergence, entke nor de/la CEl et la norme nationale ou régionale

airs tlans)cette gerniere.

issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

51/530/FDIS 51/544/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Les normes futures de cette série porteront dorénavant le nouveau titre général cité ci-dessus.
Le titre des normes existant déja dans cette série sera mis a jour lors d'une prochaine édition.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FERRITE CORES -

GUIDE ON THE LIMITS OF SURFACE IRREGULARITIES —

Part 3: ETD-cores and E-cores

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization fgr standardizatien comprising

participate in this preparatory work. International, \ ) izations Iiaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborateg
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determ
organizations.

2)

3)

4)

their national and regional standards. Any
tional or regional standard shall be clearly

&d on the following documents:

FDIS Report on voting

51/530/FDIS 51/544/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

Future standards in this series will carry the new general title as cited above. Titles of existing
standards in this series will be updated at the time of the next revision.
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NOYAUX FERRITES —
GUIDE RELATIF AUX LIMITES
DES IRREGULARITES DE SURFACE —

Partie 3: Noyaux ETD et E

1 Domaine d'application

; ‘irrégularités
de surface applicables aux noyaux ETD et E ainsi que d'autres géomeétii de noyaux
similaires, conformément a la spécification générale associée.

La présente norme est une spécification utile aux négociations
en ferrite et leurs clients a propos d'irrégularités de surface.

de noyaux

2 Références normatives

d par suite de la référence
qui y est faite, constituent des disposti ' esefite partie de la CEl 60424.

Pour les références datées, les amend visions de ces publications ne
s'appliquent pas. Toutefois, les parties p ondés sur la présente partie de
la CEl 60424 sont invitées a recherch d'appliquer les éditions les plus récentes
des documents normatifs indiqués ci-apres. références non datées, la derniére édition
du document normatif enéf ali embres de la CEIl et de I'lSO possedent

CEIl 60424-1:1999\N ] i elatif aux limites des irrégularités de surface —
Partie 1: Spécifi €né

3.1 Eclats et angles ébréchés

3.1.1 Eclats et angles ébréchés sur les surfaces de contact (voir figures 1 et 2)

Les aires d'éclats figurant sur les surfaces de contact (irrégularités C1 et C1' des figures 1 et
2) ne doivent pas dépasser les limites suivantes:

— l'aire cumulée des éclats doit étre inférieure a 6 % de la surface de contact (taillée en
entrefer ou non) de la jambe centrale;

— la longueur totale d'angles ébréchés doit étre inférieure & 25 % du périmétre de la surface
concernée.
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FERRITE CORES -
GUIDE ON THE LIMITS OF SURFACE IRREGULARITIES —

Part 3: ETD-cores and E-cores

1 Scope

cation.

This standard is a specification useful in the negotiations between
and customers about surface irregularities.

2 Normative references

specification

IEC 61185:199@51
applications — Dim

3.1 Chips and ragg€d edges

3.1.1 Chips and ragged edges on the mating surfaces (see figures 1 and 2)

Areas of the chips located on the mating surfaces (C1 and C1' irregularities of figures 1 and 2)
shall not exceed the following limits:

— the cumulative area of the chips shall be less than 6 % of the mating surface (whether
gapped or ungapped) of the centre leg;

— the total length of the ragged edges shall be less than 25 % of the perimeter of the relevant
surface.
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3.1.2 Eclats et angles ébréchés sur les autres surfaces

Les aires admissibles des éclats sont doublées par rapport aux limites relatives a la surface de
contact (voir tableau 1 pour les noyaux ETD, tableau 2 pour les noyaux E).

La régle pour les angles ébréchés est la méme que pour la surface de contact.
Les aires admissibles des éclats pour un noyau donné sont résumeées dans les tableaux 1 et 2.

Les modéles de noyaux indiqués dans les tableaux 1 et 2 correspondent aux noyaux définis
dans la CEl 61185 et la CEl 61246.

Tableau 1 — Aires admissibles d'éclats pour les noyaux ET

Modele de noyau Surfaces de contact \th)gs s}f{aw

ETD19 <25 \ >5\ >

ETD24 <3,5 < \ \‘ \<7

ETD29 <4
ETD34 <6 ) <12,5

N
(O
ETD39 <8 (\\// N\ \ <15
ETD44 < <Q N ( \ ), )\/ <20

ETD49 N }L{\ <25

ETD54 ( <17,§\ \ <35
N

ETD59 \ RZE\ <45

d'éclats pour les noyaux E

Dimensions en millimétres carrés

\\(\ N
X
S

Modele de Q{)ﬁ\u urfaces de contact Autres surfaces
E5:3/2 \ <05 <0,5
‘5{5,3/2\ \ <0,5 <0,5

< \IQ}KZ \ \ <0,5 <1

\wﬁ \ <0,5 <1
ElOw <1 <1,5
E13/4 <1 <2
E16/5 <1,5 <3
E20/6 <2 <4
E25/7 <4 <7
E32/9 <5 <10
E42/15 <12,5 <25
E42/20 <15 <30
E55/21 <20 <40
E55/25 <25 <50
E65/27 <30 <60
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